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前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 20510－2006《氧化铟锡靶材》。与GB/T 20510－2006相比，主要变动如下：
――删除了“失氧率”；
――删除了氧化铟锡靶材产品分类；
――对氧化铟锡靶材的化学成分进行了修改，杂质元素由10个减至7个，删除了对杂质元素锌、镉、钙、镁量的控制，增加了杂质铬量的控制。杂质铁量由15×10-6%修改为20×10-6%，铝量由15×10-6%修改为10×10-6%，硅量由15×10-6%修改为20×10-6%，铜量由5×10-6%修改为10×10-6%；
 ——修改了相对密度的含量范围。

——删除了标准附录“失氧率的测定”，增加了标准附录“氧化铟锡靶材杂质成分和Sn量的测定方法”。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由株洲冶炼集团股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人： 
本标准历次发布的版本：
GB/T 20510－2006。
氧化铟锡靶材

1  范围

本标准规定了氧化铟锡（简称ITO）靶材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存、质量证明书、订货单。

本标准适用于氧化铟锡靶材，是制作ITO导电膜、LED、太阳能电池的核心材料。
2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 351－1995  金属材料电阻系数测量方法

    GB/T 5163－2006  烧结金属材料(不包括硬质合金) 可渗性烧结金属材料 密度、含油率和开孔率的测定 
GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判断
GB/T 16535－2008  精细陶瓷线热膨胀系数试验方法 顶杆法
3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 

表观密度  Density

每单位体积物质的质量。

3.2  

相对密度  Relative Density

物质的密度与参照物的密度的比值。本标准中是物质表观密度与理论密度的比值。氧化铟锡靶材当In2O3  : SnO2  = 90: 10时，理论密度以7.155g/cm3计算。

3.3  

电阻率 Resistivity

材料均匀的单位体积的立方体对在其对面间流动的均匀密度直流电阻。是衡量物质导电性能好坏的一个物理量，以字母ρ表示，单位为Ω·cm。在数值上等于长1m截面积为1mm2的导体，在温度20℃时的电阻值。

3.4
线膨胀系数 Linear expansivity

在指定温度范围内，氧化铟锡靶材在单位温度下相对伸长量的平均值。用式（1）表示：
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4  要求

4.1  化学成分
4.1.1  主要成分

In2O3  : SnO2  = 90: 10（m/m），偏差为±0.5（m/m）。

4.1.2  氧化铟锡靶材的杂质成分应符合表1的规定。
表1  氧化铟锡靶材杂质成分  
	杂质含量，不大于（×10-6）

	Fe
	Al
	Si
	Ni
	Cr
	Cu
	Pb
	总和

	20
	10
	20
	5
	5
	10
	10
	100


4.1.3  需方如对氧化铟锡靶材的化学成分有特殊要求时，由供需双方商定。

4.2  物理性能

4.2.1  相对密度：RD≥99.5％；密度均匀性偏差≤±0.2％。
4.2.2  电阻率：≤1.4×10-4Ω·cm。
4.2.3  线膨胀系数：（2～9）×10-6 K-1。            
4.3  物理规格

氧化铟锡靶材呈片状或其它形状，其规格尺寸及其偏差由供需双方商定。

4.4  表面质量

4.4.1  表面粗糙度：Ra≤1.6(μm)。
4.4.2  氧化铟锡靶材颜色应均匀。
4.4.3  氧化铟锡靶材表面应平整，无裂纹，无明显崩边，气孔直径不大于0.5mm，且无任何外来夹杂物、缺陷和污染物。

4.5  内部缺陷

    氧化铟锡靶材内部无裂纹，无异物，气孔直径不大于0.5mm。

5  试验方法

5.1  化学成分分析方法
氧化铟锡靶材杂质成分和Sn量的测定采用电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-AES）。

5.2  物理性能检验方法

5.2.1  表观密度检验方法

氧化铟锡靶材的表观密度的测定按GB/T 5163－2006的规定进行。

5.2.2  电阻率检验方法

氧化铟锡靶材电阻率的测定按GB/T 351－1995的规定进行。

5.2.3  线膨胀系数检验方法

氧化铟锡靶材线膨胀系数的测定按GB/T 16535－2008的规定进行。

5.3  氧化铟锡靶材的物理规格用相应精度的量器测定。

5.4  氧化铟锡靶材的表面质量用目视法检验。
5.5  氧化铟锡靶材的内部缺陷用超声波扫描显微镜检验。

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  氧化铟锡靶材应由供方质量技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（合同）的规定，并填写质量证明书（合格证）。

6.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（合同）的规定不符时，应在收到产品之日起30d内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

6.2  组批

氧化铟锡靶材应成批提交检验，每批应由同一炉次或同一靶坯切割下来的产品组成。
6.3  检验项目

6.3.1  每批氧化铟锡靶材应进行化学成分、物理性能的检验
6.3.2  每片（件）氧化铟锡靶材应进行物理规格、表面质量及内部缺陷的检验。

6.4  仲裁取样和制样

6.4.1  化学分析仲裁样的采取和制备
氧化铟锡靶材化学分析仲裁样的采取和制备方法由供需双方商定。

6.4.2  物理性能检验仲裁样的采取

6.4.2.1  相对密度检验试样的采取：从产品中按片（件）随机抽取10%样品，但不少于1片（件），沿靶材的中心线，用线切割机等距分取20mm×20mm的样品3～4块，用超声波清洗器清洗干净后进行相对密度的测定。

6.4.2.2  电阻率检验试样的采取：从产品中按片（件）随机抽取10%的样品，但不少于1片（件），用线切割机沿氧化铟锡靶材的边切割下截面为6mm×6mm、长120mm的矩形长条10个，用超声波清洗器清洗干净后进行电阻率的测定。

6.4.2.3  线膨胀系数检验试样的采取：从产品中按片（件）随机抽取10%的样品，但不少于1片（件），用线切割机沿氧化铟锡靶材的边切割下与标准样品尺寸一致的长条5个，用超声波清洗器清洗干净后进行线膨胀系数的测定。

6.5  检验结果的判定

6.5.1  氧化铟锡靶材检验结果的数值修约和修约后数值的判定按GB/T 8170中的有关规定进行。

6.5.2  氧化铟锡靶材的化学成分、物理性能的检验结果与本标准4.1、4.2的规定不符时，按批判不合格。

6.5.3  氧化铟锡靶材的物理规格、表面质量和内部缺陷与本标准4.3、4.4、4.5的规定不符时，按片（件）判不合格。

7  标志、包装、运输与贮存、质量证明书
7.1  标志

每片（件）氧化铟锡靶材的包装上应标注注册商标（或企业标志），产品名称、批号及产品合格标志。
7.2  包装

每片氧化铟锡靶材应在洁净环境下采用真空包装，并采用相应的防震措施。

7.3  运输与贮存         
在干燥阴凉处存放。运输及贮存过程中应注意防震、防潮、防压、防止二次污染。 
7.4  其他

需方如对氧化铟锡靶材的标志、包装、运输与贮存有特殊要求时，由供需双方商定。

7.5  质量证明书（合格证）

    每批氧化铟锡靶材出厂时应附质量证明书（合格证），其上注明：

a)  供方名称和商标；

b)  产品名称；

c)  批号；

d)  净重和件数；

e)  分析检验结果和技术监督部门印记；

f) 本标准编号；

g)  出厂日期。

8  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  批号；
c)  化学成分、物理性能、物理规格、表面质量、内部缺陷等特殊要求；

d)  净重和件数；

e)  本标准编号；

f)  其他。
附录A

氧化铟锡靶材化学分析方法
   铝、铜、铬、铁、镍、铅、硅、锡量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
 A.1  范围

本部分规定了氧化铟锡靶材中铝、铜、铬、铁、镍、铅、硅、锡量的测定方法。

本部分适用于铝、铜、铬、铁、镍、铅、硅、锡等多元素同时测定，也适用于其中一个元素或任意几个元素的组合的测定。

各元素质量分数见表A.1。 


表A.1  各元素质量分数

	元素
	质量分数，%
	元素
	质量分数，%

	Al
	0.0002 ～ 0.002
	Fe
	0.0002 ～ 0.002

	Cr
	0.0002 ～ 0.002
	Pb
	0.0002 ～ 0.002

	Cu
	0.0002 ～ 0.002
	Si
	0.0002 ～ 0.002

	Ni
	0.0002 ～ 0.002
	Sn
	7.00 ～ 9.00


A.2  方法原理

试料以盐酸溶解，在盐酸介质中，采用基体匹配法，在电感耦合等离子体发射光谱仪上，于各元素所对应的波长处测量发射强度。

A.3  试剂

制备溶液和分析用水均为二次去离子水，实验所用器皿均用稀硝酸（1+4）浸泡后，用二次去离子水彻底清洗。

A.3.1  市售试剂
A.3.1.1  硝酸 (ρ1.42g/mL)。

A.3.1.2  盐酸 (UP级)。

A.3.1.3  高纯铟（≥99.999%）。

A.3.1.4  高纯锡（≥99.999%）。

A.3.2  溶液
A.3.2.1  盐酸（1+19）。

A.3.3  标准贮存溶液：铝、铜、铬、铁、镍、铅、硅标准贮存溶液，市售或自配，含量均为1.0mg /mL

A.3.4  标准溶液

A.3.4.1  铝、铜、铬、铁、镍、铅、硅标准溶液：分别移取10.00mL铝、铜、铬、铁、镍、铅、硅标准贮存溶液（A.3.3）于100mL容量瓶中，用盐酸（A.3.2.1）稀释至刻度，混匀。各元素标准溶液浓度均为100μg/mL。

A.3.4.2 铝、铜、铬、铁、镍、铅、硅标准溶液：分别移取1.00mL铝、铜、铬、铁、镍、铅、硅标准溶液（A.3.4.1）于100mL容量瓶中，用盐酸（A.3.2.1）稀释至刻度，混匀。各元素标准溶液浓度均为1.0μg/mL。

A.3.4.3铟标准溶液：称取20.00g高纯铟(A.3.1.3)于300mL烧杯中，缓慢加入50mL盐酸（A.3.1.2），低温加热至溶解完全，取下冷却，用水移至200mL容量瓶并稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1g铟。
A.3.4.4锡标准溶液：称取1.000g高纯锡(A.3.1.4)于300mL烧杯中，缓慢加入30mL盐酸（A.3.1.2），低温加热至溶解完全，取下冷却，用水移至100mL容量瓶并稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10mg锡。

A.3.5 工作标准溶液的配制

按表A.2配制系列工作标准溶液。各标液中均加入与样品相对应的铟标准溶液（A.3.4.3）。
表A.2        工作标准溶液                     单位：µg/mL

	
	Std0
	Std1
	Std2
	Std3

	Al
	0
	0.02
	0.05
	0.20

	Cu
	0
	0.02
	0.05
	0.20

	Cr
	0
	0.02
	0.05
	0.20

	Ni
	0
	0.02
	0.05
	0.20

	Fe
	0
	0.02
	0.05
	0.20

	Pb
	0
	0.02
	0.05
	0.20

	Si
	0
	0.02
	0.05
	0.20

	Sn
	0
	700
	800
	900


A.4  仪器

A.4.1   美国THERMO—iCAP6500型全谱直读等离子光谱仪。交流净化稳压电源。

A.4.2   氩气及氩气净化、供给系统。氩气纯度：w（Ar）≥99.999%；氩气纯度不够时，可用氩气净化器净化。

A.5  试样

试样烘干后保存于干燥器中。

A.6  分析步骤

A.6.1  试料

    称取0.50g试样，精确至0.0001g。 

A.6.2  测定次数

    独立的进行两次测定，取其平均值。

A.6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

A.6.4  工作曲线的绘制

  按照配制好的标准工作溶液（A.3.5），分别按Std0、Std1、Std2、Std3顺序，于电感耦合等离子体发射光谱仪上，调整仪器至选定的工作条件下，测定标准溶液中各元素的光谱强度。

A.6.5  测定

A.6.5.1  将试料（A.6.1）置于50mL分解容器中，加入10mL盐酸（A.3.1.2），摇匀，置于高压消解罐中锁紧，将高压消解罐于180℃(±20℃)恒温干燥箱中放置24小时，取出高压消解罐，待完全冷却后打开，取出分解容器。将溶解完全的试液小心移入50 mL容量瓶，用水稀释至刻度，于电感耦合等离子体发射光谱仪上，在选定的仪器工作条件下，测定待测溶液中各元素的光谱强度。

A.6.5.2  电感耦合等离子体发射光谱仪按照结果输出设定的要求自动计算所测元素的质量浓度。
A.6.6  分析结果的计算与表述

按式A.1计算铝、铜、铬、铁、镍、铅、硅、锡的质量分数wx，数值以%表示：
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式中： x ——被测元素（铝、铜、铬、铁、镍、铅、硅、锡）
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——测得铝、铜、铬、铁、镍、铅、硅、锡的质量浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；
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0——空白溶液的浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

        V ——被测定试液的总体积，单位为毫升(mL)；

 [image: image6.png]


 ——试料的质量，单位为克（g）。 
A.7  允许差

试验室之间分析结果的差值应不大于表A.3所列允许差。

表 A.3                              %
	含量
	允许差

	≤0.0005
	0.0002

	＞0.0005～0.002
	0.0005

	＞7.00～9.00
	0.30
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